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Сложные оксиды РЗЭ относятся к крайне востребованным материалам в различных областях науки и техники. Представляют интерес их люминесцентные, магнитные, каталитические свойства. В работе рассмотрены функциональные сложные оксиды состава Ln-Sb и Ln-Ta.  Данные соединения являются уникальными и систематическое изучение свойств новых сложных оксидов РЗЭ позволит создать более совершенные материалы на их основе. Образцы изучались методом порошковой рентгеновской дифракции на оборудовании экспериментальной станции РСА Курчатовского источника синхротронного излучения. Проведен полнопрофильный анализ полученных дифрактограмм методом Ритвельда, а также определен их фазовый состав.
На основе танталатов РЗЭ создаются протонные проводники, которые могут использоваться для керамических топливных ячеек PCFC [1], а изучение структурных особенностей соединений Ln-Sb определяет уникальные возможности соединений с целью создания новых эффективных люминофоров. В исследованных системах размеры кристаллической решетки зависят от ионного радиуса иона РЗЭ, поэтому получение структурных параметров с высокой точностью является критически важным для определения расстояния между слоями, напрямую зависимых от размеров иона лантаноида. 

Одним из основных методов исследования атомной структуры соединений является порошковая рентгеновская дифракция. В данной работе измерения проводились на станции РСА Курчатовского источника синхротронного излучения. Станция предназначена для исследования структуры объектов дифракционными методами на монохроматическом рентгеновском излучении при помощи двумерного детектора, который располагается под неким углом 2θ к образцу, что позволяет существенно улучшить угловое разрешение без потери углового диапазона. [2]
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Рис.1 Внешний вид дифрактометра на станции РСА
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